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) Vorrichtung und Verfahren zum Mess en eines Teilchenstromes in einem Fluid 

) Zur Vereinfachung der optischen Messung eines Teilchen- 
stromes in einem Fluid und tnsbesondere zur Ausschaitung 
von Fehtern sieht die Erfindung bei einer Vorrichtung zur 
Messung eines Teilchenstroms in einem Fluid mit minde* 
stens einer sine Blende aufweisenden Beleuchtungsanord- 
nung und mit mindestens einer eine Blende aufweisenden 
Empfangeranordnung vor r daS mindestens eine Blende (6a„ 
11a) eine Blendendffnung (6, 11) mit einem zum inneren der 
Blendendffnung (8,11) {convex ausgebildeten Rand {6b, 1 1 b) 
aufweist. Bet einem Verfahren ist vorgesehen, daft der 
Teilchenstrom durch eine Blendendffnung mit zu ihrem 
Inneren hin icon vex ausgebHdetem Rand beleuchtet und/ 
oder betrachtet wird, daS die Maximaiintensitat des durch 
einen arsten optischen MeGbereich fliegenden Teflchens 
gemessen und das Teilchen nur berucksichtigt wird, wenn 
die Intensftat beim Durchfliegen durch einen zweiten MeS- 
bereich einen bestimmten Mindestprozentsatz der fur dieses 
Teilchen gemessenen Maxtmaiintensitst uberschreitet. 
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Messung 
eines Teilchenstroras in einem Fluid mit mindestens ei- 
ner eine Blende aufweisenden Beleuchtungsanordnung 
und mit mindestens einer eine Blende aufweisenden 
Empfangeranordnung und ein Verfahren zum Messen 
eines Teilchenstroms in einem Fluid, wobei der Teil- 
chenstrom beleuchtet und unter einem endlichen Win- 
kel zur Beieuchtungsrichtung von Teilchen gestreutes 
Iicht detektiert wird 

Bei einem zu messenden Teilchenstrom in einem 
Fluid kann es sich urn Feststoff oder Flussigkeitsteilchen 
in einem Gas oder in einer Flussigkeit handeln. Derarti- 
ge Messungen werden durchgefuhrt, urn in der Regel 
die TeilchengroBenverteilung und die Teilchenkonzen- 
tration im Fluid zu bestimmen. Die TeilchengroBe ist 
proportional zur von einem Teilchen auf einen Empfan- 
ger gestreuten Lichtintensitat, die Kbnzentration wird 
uber die Zahlimpulse bestimmt Insbesondere bei der 
Bestimmung der TeilchengroBe kann es zu Fehlern 
kommen, wenn Teilchen, die teilweise sich im optischen 
MeBvolumen befinden, teilweise auBerhalb desselben 
aus diesem Grunde auf den Empfanger nur eine gerin- 
gere lichtintensitat streuen, als es ihrer GroBe eut- 
spricht. Derartige Fehler muss en ausgeschlossen wer- 
den. Dies wurde bisher dadurch getan, da£ das gestreute 
Licht durch zwei Detektoranordmingen mittels Koinzi- 
denzmessungen erfaBt wurde, wobei die Detektoran- 
ordnungen Blendenoffnungen unterschiedlicber GroBe 
aufwiesen. Hierdurch ist ein hoher apparativer Aufwand 
notwendig. Daruber hinaus kann. eine solche Messung 
zu Fehlern fuhren, wenn die Teilchen nicht gleichmaBig 
streuen. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine 
Vorrichtung und ein Verfahren anzugeben, mit denen 
unter Vermeidung der genannten Fehler genaue Mes- 
sungen mit geringerem apparativem Aufwand erzielbar 
sind. 

ErfindungsgemaB wird die genannte Aufgabe bei ei- 
ner Vorrichtung der eingangs genannten Art dadurch 
gelost, daB mindestens eine Blende eine Blendenoffnung 
mit einem zum Inneren der Blendenoffnung konvex aus- 
gebildeten Rand aufweist Ein erfindungsgemaBes Ver- 
fahren sieht zur Ldsung der Aufgabe vcr, daB der Teil- 
chenstrom durch eine Blendenoffnung mit zu ihrem In- 
neren hin konvex ausgebildetem Rand beleuchtet und/ 
oder betrachtet wird, daB die Maximalintensitat des 
durch einen ersten optischen MeBbereich fliegenden 
Teilchens gemessen und das Teilchen nur berucksichtigt 
wird, wenn die Intensitat beim Durchfliegen durch einen 
zweiten MeBbereich einen bestimmten Mindestpro- 
zentsatz der fur dieses Teilchen gemessenen Maximalin- 
tensitat uberschreitet. 

Durch die mit einem zum Inneren hin konvexen Rand 
versehene Blendenoffnung wird die Blende in zwei oder 
mehr Bereiche unterteilt, durch die bei der Abbildung 
der Blende in den Teilchenstrom unterschiedliche MeB- 
bereiche definiert werden. Ein nahe dem Rand des brei- 
teren Blendenbereichs bzw. breiteren MeBbereichs hin- 
durchfliegendes Teilchen wird auBerhalb des schmale- 
ren Blendenbereichs bzw. des hierdurch bedingten 
MeBbereichs bleiben und daher in diesem Bereich nicht 
mehr erfaBt werden. Der Streulichtimpuls eines solchen 
Teilchens wird eine geringere Zeitdauer haben als der 
eines mittig durch die Blende fliegenden Teilchens. Das 
erstgenannte Teilchen kann daher bei der Messung aus- 
geschlossen werden, was in der durch das genannte Ver- 



fahren gekenl^PRineten Weise geschieht 

Hierdurch konnen mit einer Empfangeranordnung 
(und einer Beleuchtungsanordnung) Randfehler ausge- 
schlossen werden und damit der apparative Aufwand 
5 zur fehlerfreien Messung eines Teilchenstroms in einem 
Fluid reduziert werden* 

In einer bevorzugten Ausgestaltung ist vorgesehen, 
daB der Rand stufenformig ausgebfldet ist, wobei die 
Blendenoffnung T-formig ausgebiidet ist oder aber die 
10 Blendenoffnung H-formig ausgebiidet ist Im erstge- 
nannten Falle sehen Weiterbildungen vor, daB die Lan- 
ge des T-Schenkels gleich der Starke des T-Querstegs 
ist und daB der T-Schenkel in Strdmungsrichtung des 
Teilchenstroms ausgerichtet ist Im zweitgenannten Fal- 
ls le kann vorgesehen sein, daB die Lange des die 
H-Schenkel verbindenden H-Querstegs gleich der Star- 
ke der H-Langsschenkel ist oder daB die Lange des die 
H-Schenkel verbindenden H-Querstegs gleich dem 
Doppelten der Starke der H-Langsschenkel ist, wobei 
20 jeweils der H-Quersteg in Stromungsrichtung des Teil- 
chenstromes ausgerichtet ist 

Weitere bevorzugte Ausbildungen der erfindungsge- 
maBen Vorrichtung sehen vor, daB so wo hi die Blenden- 
offnung der Abbfldungsanordnung als auch die Blen- 
25 denoffnung der Empfangeranordnung mit konvexen 
Randern ausgebiidet ist und daB eine Blende zwei Blen- 
denoffnungen unterschiedlicber Abmessungen aufweist 
Die Blendeiidffnungen sollen scharfkantig und gratfrei 
ausgebiidet sein. 
30 Das erfindungsgemaBe Verfahren sieht in Weiterbil- 
dung vor, daB als zweiter MeBwert die Teilchenintensi- 
tat nach einem Zeitraum von etwa der mittleren Durch- 
stromungszeit des Teilchens durch den ersten optischen 
MeBbereich nach der Feststellung der Maximalintensi- 
35 tat bestimmt wird, wobei insbesondere lediglich Teil- 
chen erfaBt werden, die bei Durchstromen durch den 
zweiten optischen MeBbereich eine relative Signalin- 
tensitat von mindestens 20% der gemessenen Maximal- 
intensitat ergeben. 
40 Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung erge- 
ben sich aus den Anspruchen und aus der nachfolgenden 
Beschreibung, in der Ausfulirungsbeispiele unter Be- 
zugnahme auf die Figuren im einzelnen erlautert sind. 
Dabei zeigt; 

45 Kg. 1 eine schematische Darstellung einer erfin- 
dungsgemaBen Vorrichtung; 

Fig, 2 die erfmdungsgemafi eingesetzten Blenden und 
das durch diese optisch gebildete MeBvolumen in Pro- 
jektion; 

so Fig. 3 das erfindungsgemaB gebildete MeBvolumen in 
perspektivischer Darstellung; 

Fig. 4 Signalverlauf e von mittels der erfindungsgema- 
Ben Vorrichtung detektierten Teilchen; 

Fig. 5a— 5c andere Ausgestaltungen erfindungsge- 
55 maBer Blendenoffnungen; 

Fig. 6 die Ausgestaltung einer erfindungsgemaBen 
Doppelblende; und 

Fig. 7a— 7c weitere Ausgestaltungen erfindungsge- 
mafier Blendenoffnungen. 
eo Zur Messung eines Teilchenstroms in einem Fluid, 
wie zur Messung eines Aerosols, erfolgt eine Beleuch- 
tung des Teilchenstroms durch eine Beleuchtungsanord- 
nung 2 mit einer Lichtquelle 3, die vorzugsweise eine 
Quelle weiBen Lichtes ist, einem Kondensorsystem 4, 
65 einer Blendenoffnung 6 in einer Blende 6a und einer 
Abbildungsoptik 7. Die Betrachtung des Teilchenstroms 
erfolgt uber eine Empfangeranordnung 8 mit einer Ab- 
bildungsoptik 9 einer weiteren Blendenoffnung 11 in 



einer weiteren Blende 11a, einem weiteren Kondensor- 
system 12 und einem optoelektrischen Empfanger 13. 
Im dargesteilten Ausfuhrungsbeispiel ist zur Parallelan- 
ordnung von LichtqueUe und Empfanger noch ein Um- 
lenkspiegel 10 vorgesehen, der aber nicht notwendig ist 5 
Das vom Empfanger 13 gelieferte Signal wird in einer 
anschlieBenden Elektronik verarbeitet 

Die Abbildungsoptik 9 der Empfangeranordnung 8 ist 
derarl; daB sie die Blendenoffnung 11 dorthin abbildet, 
wo die Abbildungsoptik 7 die Blendendfmung 6 in den 10 
Teilchenstrom abbildet Es wird dainit optisch ein MeB- 
volumen 16 im Kreuzungsbereich des Beleuchtungs- 
strahlenganges 17 und des Empfangeretrahlenganges 18 
innerhaib desTeilchenstromes gebildet 

Der Teilcbenstrom flieBt in der Regel senkrecht 15 
durch die durcfa die Beleuchtungs- und Empfangerstrah- 
lengange 17, 18 gebildete Ebene, also in der Darstellung 
der Fig. 1 senkrecht zur Blattebene. " 

ErfindungsgemaL sind die Blendendffhungen 6, 11 
aber mit zum Inneren der Blendenoffnungen 6, 11 hin 20 
gerichteten konvexen Randern bzw. Kanten ausgebil- 
det Die Konvexitat wird in alien dargesteilten Ausfuh- 
rungsbeispielen durch Stufen oder Schultern der Urn- 
randung der Blendenoffnung erreicht Im dargesteilten 
Ausfuhrungsbeispiel bilden die Blendenoffnungen 6, 11 25 
jeweUs ein T, wie dies aus der Fig. 2 ersichtlich ist, wo 
zur VerdeutUchung die Blendenoffnungen 6, 11 aller- 
dings in die Strahlenebene 17, 18 umgeklappt bzw. proji- 
ziert sind. Die Beleuchtungsrichtung ist hier, wie auch in 
Fig. 3, mit B t die Empfangslichtstrahlrichtung mit E und 30 
.die Teildienstromung. mit A bezeichnet 

Die T-fdrmigen Blendenoffnungen 6, 11 weisen einen 
T-Langsschenkel 21 und einen T-Quersteg 22 auf. Die 
Linge 1 des T-Langsschenkels stinunt im dargesteilten 
Ausfuhrungsbeispiel mit der Starke s des T-Querstegs 35 
22 ubereicu Die absoluten Gesamtabmessungen der 
Blendenoffnungen 6, 11 werden durch die Abbildungs- 
anordnung, das gewunschte MeBvolumen sowie die Ge- 
nauigkeit der Bearbeitungsmoglichkeit der Bienden und 
Blendenoffnungen bestimmt, da diese moglichst scharf- 40 
kantig und mit scharfen Ecken sowie gratfiei hergestellt 
werden sollten. Die linearen Gesamtabmessungen lie- 
gen beispielsweise etwa in der GroBenordnung von 
0,5 mm. In einem konkreten Ausfuhrungsbeispiel be- 
tragt die Lange des T-Langsschenkels 1 = 0,250 mm, die 45 
Starke des T-Querstegs ebenfalls s = 0,250 mm, die Ge- 
samthdhe der Blendenoffnungen 6, 11 damit H 
0,5 mm, die Breite des T-Langsschenkels ebenfalls b = 
0,500 mm und die Lange des T-Querstegs L — 
0,650 mm. Die Dicke des Blendenmaterials betragt ca- 50 
50 jim. 

Durch die beiden in der Fig. 2 dargesteilten T-fonni- 
gen Blendenoffnungen 6, 11 wird das in der Fig. 3 darge- 
steilte MeBvolumen 16 optisch gebildet, das die Form 
eines quadratischen Pilzes hat und zwei in Strdmungs- 55 
richtung A des Teilchenstroms 1 aufeinanderfolgende 
MeBbereiche 16a, 16b aufweist, die unterschiedliche 
Querschnittsflachen senkrecht zur Stromungsrichtung 
A des Teilchenstroms 1 haben (also mit parallel zu A 
gegebener Flachennormalen), im dargesteilten Ausfuh- eo 
rungsbeispielaber in Stromungsrichtung gleiche Hohen 
h entsprechend den ubereinstimmenden Werten 1 und s 
der Blendenoffnungen 6, 1 1. 

Fliegt nun em Teiichen PI auf einer Bahn, so daB es 
durch beide MeBbereiche 16a, 16b hindurchtritt (Fig. 2% ss 
so streut es von seiner GroBe abhangige Lichtintensitat 
sowohl wahrend der Zeit t, wahrend der es durch den 
MeBbereich 16a fliegt, als auch wahrend der Zeit, wah- 



rend der es durch den MeBbereich 16b fliegt, und liefert 
damit im Empfanger 13 das in der Fig. 4 mit PI bezeich- 
nete Signal, das uber die gesamte Durchflugszeit 2t des 
Teilchens PI durch das gesamte MeBvolumen 16 in etwa 
gleich groB ist 

Ein Teiichen P2, das in einem Randabschnitt des MeB- 
bereiches 16a durch diesen hindurchtritt, liefert nur 
wahrend der Zeit t, wahrend der es sich im MeBbereich 
16a befindet, ein seiner GroBe entsprechendes Signal, 
wahrend es nach Austreten aus dem MeBbereich 16a 
nicht mehr durch den kleineren MeBbereich 16b, son- 
dern an diesem vorbei fliegt und daher auf dieses Teil- 
chen-in der Flughdhe des MeBbereichs 16b kein Licht 
fallt, es damit auch kein Licht in den Empfanger 13 
streuen kann, so daB es ledigiich wahrend der Zeit t ein 
Streulichtsignal P2' (Fig. 4) liefert 

Ein Teiichen P3, das bei seinem Weg durch das MeB- 
volumen 16 den MeBbereich 16b nur mit einem germ- 
gen Bereich seines Vommens tangiert bzw. in diesen 
Bereich eintritt, wahrend der Schwerpunkt des Teil- 
chens P3 aufierhalb des MeBbereichs 16b liegt, wird 
damit auch nur auf seinem kleinen, in den MeBbereich 
16b ragenden Oberflachenanteil beleuchtet und kann 
nur mit diesem geringen Anteil licht in den Empfanger 
13 streuen, so daB der Empfanger das gesamte, der Teil- 
chengrofle entsprechende Signal nur beim Durchgang 
durch den ersten MeBbereich 16a uber die Zeit t, nach- 
folgend aber ein wesentlich geringeres Signal enthalt, 
wie es insgesamt mit P3' in der Fig. 4 dargestellt ist 
Gegenuber dem durch die TeilchengroBe bestinimten 
Maximalsignal wahrend der Durchlaufzeit t (entspre--_ 
chend dem MeBbereich 16a) betragt die Signalintensitat 
beim Durchfhig durch den MeBbereich 16b nur noch ca. 
20%, wie der Fig. 4 zu entnehmen ist 

Ein Teiichen P4, das mit seinem groBten Teil sowohl 
durch den MeBbereich 16a als auch durch den MeBbe- 
reich 16b fliegt, aber am Rande des ietzteren derart, daB 
ein geringer Oberflachenanteil des Teilchens auBerhalb 
des MeBbereichs 16b liegt, wird auch beim Durchfliegen 
des MeBbereichs 16b noch ein relativ groBes Signal im 
Verhaltnis zu dem durch seine GroBe bestimmten Maxi- 
malsignal bewirken. Ein Signal eines soichen Teilchens 
ist in Fig. 4 mit P4' bezeichnet 

Urn nun die Verfalschung der MeBergebnisse, insbe- 
sondere der PartikelgroBenverteilung durch Teiichen, 
die aufgrund des Umstands, daB ein Teil ihrer Oberfla- 
che auBerhalb des MeBvolumens liegt, zu vermeiden, 
werden nur die Teiichen mit ihrer wahrend der Zeit t 
(Durchflug durch den MeBbereich 16a) empfangenen 
Maximalintensitat (100%) gezahlt, die beim Hindurch- 
fliegen durch den MeBbereich 16b eine Signalintensitat 
oberhalb einer vorzugebenden Schwelle, die im darge- 
steilten Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 4 mit 50% der Ma* 
ximallichtintensitat angegeben ist, detektiert, wahrend 
Teiichen, die wahrend des Durchstromens durch den 
MeBbereich 16b eine geringere relative Signalintensitat 
liefern, fur die Messung verworfen werden. Im darge- 
steilten Ausfuhrungsbeispiel werden zur Messung ledig- 
iich die Teiichen PI und P4 herangezogen, wahrend die 
Teiichen P2 und P3 verworfen werden. 

Die Minimalschwelle S ist abhangig von der Teilchen- 
groBe relativ zum MeBvolumen. Im dargesteilten Aus- 
fuhrungsbeispiel kdnnte die Schwelle S auch tiefer als 
50% der jeweiligen Maximalintensitat gelegt werden, 
Die Teiichen konnen aber Querschnittsabmessungen 
aufweisen, die abweichend von der Darstellung der 
Fig. 2 in der GroBenordnung der Abmessungen des 
MeBvolumens liegen und beispielsweise nur ein Funftel 
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bis ein Zehntel der AbmHSungen des MeBvolumens 
betragen. In diesem Falle sind auf jeden Fall von der 
Zahlung solche Teilchen auszuschliefien, bei denen auch 
nur ein geringer Abschnitt uber den Rand des MeBbe- 
reichs 16a herausragt 5 

Weitere bevorzugte Ausgestaltungen von erfin- 
dungsgemaBen Blenden sind in den Fig. 5 bis 7 darge- 
stellt Die Fig* 5a zeigt eine kreuzformige Blendenoff- 
nung. Die Fig. 5b zeigt eine H-fdrmige Blendenoffnung, 
wobei der die H-Schenkel 31, 32 verbindende H-Steg 33 10 
in Erstreckungsrichtung A der Teilchenstromung ausge- 
richtet ist Die Starke S' der H-Schenkel 31, 32 ent- 
spricht der Lange 1' des H*Stegs 33. Auch die Abb. 5c 
zeigt eine H-fdrmige Blendenoffnung, Hier entspricht 
allerdings die Lange 1' des Stegs 33 dem Doppelten der 15 
Starke S' der H-Schenkel 31, 32. 

Die Fig. 6 zeigt in einer Blende 6a zwei in Stromungs- 
richtung A ubereinander angeordnete T-fdrmige Blen- 
dendf fnungen 6', 6". Hierdurch werden bei gleicher Ab- 
bildungsoptik (mit der beide Blendenoffnungen 6', 6" in 20 
die Partikelstrdmung zur Bildung des MeBvolumens ab- 
gebildet werden) unterschiedlich groBe Meflvolumen 
gebildet, wodurch der Dynamikbereicfa* d. h. der Bereich 
der Konzentrationen, die mit einer entsprechenden er- 
findungsgemaB ausgebfldeten Vorrichtung gemessen 25 
werden konnen, vergroBert werden kann. 

Grundsatzlich kann der Materialsteg 34 zwischen den 
beiden Blendenoffnungen 6', 6" auch fortgelassen wer- 
den, wodurch dann eine Blendenoffnung 6c entspre- 
chend der Fig. 7a gebildet wird, wahrend verschiedene 30 
Bereiche ebenfails einerseits zum Ausscheiden uner- 
wunschter Teilchen aus der Zahlung und zum anderen 
zur Erhohung des Dynamikbereiches genutzt werden 
konnea Grundsatzlich kann die Blendenoffnung der 
Ausgestaltung der Fig. 7a auch in der Weise der Fig. 7b 35 
erfolgen, also die Blendendffhung 6d ein H mit unter- 
schiedlich langen Schenkeln 31, 32 bilden. 

Ggf. kann die Vereinfachung der Blendenoffnung 6c 
auch zu der Blendenoffnung 6e geschehen, wie sie in 
Fig. 7c dargestellt ist Hier werden bei geringen Teil- 40 
chenkonzentrationen zur Messung die Blendenoff- 
nungsbereiche 6e' und 6c 7 ', bei hohen Teflchenkonzen- 
trationen die Blendenoffnungsbereiche 6e" und 6e'" zur 
Entscheidung daruber herangezogen, ob ein Teilchen zu 
zahlen oder auszuscheiden ist. 45 

Patentanspruche 

1. Vorrichtung zur Messung eines Teilchenstroms 

. in einem Fluid mit mindestens einer eine Blende 50 
aufweisenden Beleuchtungsanordnung und mit 
mindestens einer eine Blende aufweisenden Emp- 
fangeranordnung, dadurch gekennzeichnet, daB 
mindestens eine Blende (6a, 11a) eine Blendenoff- 
nung (6, 11) mit einem zum Inneren der Blendenoff- 55 
nung (6, 11) konvex ausgebfldeten Rand (6b, lib) 
aufweist 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Rand (6b, 6c) stufenformig ausge- 
bildet ist eo 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet daB die Blendenoffnung (6, 11) 
T-formig ausgebildet ist 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Lange (1) des T-Schenkels (21) 65 
gleich der Starke (s) des T-Querstegs (22) ist 

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB der T-Schenkel (21) in Stro- 



mungsncUBBlg (A) des Teilchenstroms ausgerichtet 

ist * . 

6. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Blendenoffnung (6, 11) 
H-fdrmig ausgebildet ist 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Lange des die H-Schenkel verbin- 
denden H-Querstegs gleich der Starke der 
H-Langsschenkel ist 

8. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Lange des die H-Schenkel verbin- 
denden H-Querstegs gleich dem Doppelten der 
Starke der H-Langsschenkel ist 

9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet daB sowohl die 
Blendenoffnung der Abbildungsanordnung (2) als 
auch die Blendenoffnung (11) der Empfangeranord- 
nung (8) mit konvexen Randera (6b, lib) ausgebil- 
det ist 

10. Vorrichtung nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet daB eine 
Blende (6) zwei Blendenoffnungen (6', 6") unter- 
schiedlicher Abmessungen aufweist 

11. Vorrichtung nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Ran- 
der (6b, lib) der Blendenoffnungen scharfkantig 
sind. 

12. Vorrichtung nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet daB die Ran- 
der (6b, lib) der Blendenoffnungen (6, 11) gratfrei 

sind 

13. Verf ahren zum Messen eines Teilchenstroms in 
einem Fluid, wobei der Teilchenstrom bdeuchtet 
und unter einem endlichen Winkel zur Beleuch- 
tungsrichtung von Teilchen gestreutes Licht detek- 
tiert wird, dadurch gekennzeichnet, daB der Teil- 
chenstrom durch eine Blendenoffnung mit zu ihrem 
Inneren hin konvex ausgebildetem Rand beleuchtet 
und/oder betrachtet wird, daB die Maximalintensi- 
tat des durch einen ersten optischen MeBbereich 
fliegenden Teilchens gemessen und das Teilchen 
nur berucksichtigt wird, wenn die Intensitat beim 
Durchfliegen durch einen zweiten MeBbereich ei- 
nen bestimmten Mlndestprozentsatz der fur dieses 
Teilchen gemessenen Maximalintensitat uber- 
schreitet 

14. Verf ahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet daB als zweiter MeBwert die Teilchenin- 
tensitat nach einem Zeitraum von etwa der mittle- 
ren Durchstromungszeit des Teilchens durch den 
ersten optischen MeBbereich nach der Feststellung 
der Maximalintensitat bestimmt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch 
gekennzeichnet, daB lediglich Teilchen erfaBt wer- 
den, die bei Durchstromen durch den zweiten opti- 
schen MeBbereich eine relative Signalintensitat 
von mindestens 20% der gemessenen Maximalin- 
tensitat ergeben. 
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(57) Abstract 

The aim of the invention is to detect 
objects, especially in fluidic microsys- 
tems. At least one static or moving ob- 
ject (10) is represented on a structured 
mask (20) having at least one segment 
(30) which can transmit light from a pla- 
nar partial area (80) to a detector. The ob- 
ject (10) is at least partially or temporarily 
located in said area (80) which has a char- 
acteristic dimension that is smaller than 
the dimension of the object (10) or the 
displacement path thereof. The amount 
of light transmitted by the structured mask 
(20) is detected. A detector signal which 
exists in a given context in relation to 
the amount of light is generated. The de- 
tector signal is evaluated with respect to 
the presence of the object (10), the posi- 
tion and shape thereof and/or a temporary 
modification in the position thereof. 




(57) Zusammenfassung 



Zur Objektdetektion erfolgen insbesondere in fluidischen Mikrosystemen eine optische Abbildung mindestens eines ruhenden oder 
bewegten Objekts (10) auf eine strukturierte Maske (20) mit mindestens einem Segment (30), das dazu eingerichtet ist, Licht von einem 
flachigen Teilbereich (80), in dem sich das Objekt (10) zumindest teil- oder zeitweise befindet und der eine charakteristische Dimension 
besitzt, die kleiner als die Dimension des Objekts (10) oder seiner Bewegungsbahn ist, zu einer Detektoieinrichtung zu tibertragen, eine 
Detektion der von der strukturierten Maske (20) flbertragenen Lichtmenge und Erzeugung eines Detektorsignals, das in einen vorbestimmten 
Zusammenhang mit der Lichtmenge stent, und eine Auswertung des Detektorsignals in Bezug auf das Vorhandensein des Objekts (10), 
seine Position, seine Form und/oder die zeitliche Anderung der Position. 



